THE INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY

dawniej Instytut Obrobki Skrawaniem previously Institute of Metal Cutting

i " '® INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

30-011 Krakow, ul. Wroctawska 37a, Poland, tel. +4812 63 17 100, fax +4812 63 39 490, www.ios.krakow.pl, ios@ios.krakow.pl

Instytut badawczy

MODULOWY SYSTEM DO POMIARU | ANALIZY
TOPOGRAFII POWIERZCHNI TOPO 02

e pomiary i analiza profili chropowatosci i falistosci powierzchni oraz profilu pierwotnego
e pomiary zarysu ksztaltu i jego wymiarowanie

e pomiary i analiza przestrzenna 3D chropowatosci, falistosci i ksztaltu

Modutowy system TOPO 02 umozliwia
kompletowanie stanowisk do pomiaru i analizy
struktury geometrycznej powierzchni, w zaleznosci
od potrzeb i wymagan uzytkownikéw. Z modutéw
systemu mozna tworzy¢ dedykowane konfiguracje
przyrzgdoéw przeznaczonych do pomiarow:
chropowatosci, falistosci i profilu pierwotnego
lub ksztafttu.

ELEMENTY SYSTEMU:
e zespo6t pomiarowo-sterujgcy topo 02
e kolumna z ptytg granitowg 750 x 500 mm

e zespot przesuwu do pomiaréw chropowatosci
i ksztattu topo L120D

czujniki do pomiaru chropowatosci BS1, BS2
czujnik do pomiaru ksztattu D50
komputer z monitorem i drukarkg

programy pomiarowo-sterujgce i analizy dla chropowatosci
i ksztattu w wersjach 2D i 3D

e stolik skaningowy do pomiaréw 3D

PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU TOPO 02:

Pomiar Chropowatosci:
- zakres pomiarowy w osi X 120 mm
- system pomiaru w osi Z przetwornik indukcyjny
- zakres pomiarowy w osi Z: BS7— 1000 ym, promien ostrza 2 um
BS2 — 2000 ym, promien ostrza 2 um
- rozdzielczosé 0,001 ym

Pomiar Ksztaftu:
- zakres pomiarowy w osi X 120 mm
- system pomiaru w osi X cyfrowy liniat optoelektroniczy / rozdzielczos¢ 0,2 um
- zakres pomiarowy w osi Z 50 mm
- system pomiaru w osi Z gtowica cyfrowa D50 / rozdzielczos¢ 0,1 um

- ostrze topatka: kat ostrza 11°, promien ostrza 25 ym
odwzorowanie katow (wejscia/zejscia) max. 77°/88°
- ostrze stozek: kat wierzchotkowy stozka 30°, promien ostrza 100 um

odwzorowanie katow (wejscia/zejscia) max. 73°/73°
Zakres przesuwu w osi pionowej (0$ H) 500 mm

Pomiary topografii powierzchni 3D:
- powierzchnia skanowania: 120 (0$ X) x 25 mm (0$ Y) - standardowo , opcjonalnie wiecej,
w zaleznosci od oczekiwanego zakresu i doktadnosci



PROGRAM ANALIZY PROFILU 2D

e parametry wg aktualnych norm ISO i PN
oraz dodatkowo inne - nieznormalizowane

e programowe filtry profilu Gaussa z korekcjg
fazy

e wybrane filtry zgodne z serig norm
ISO 16610

e najbardziej rozpowszechnione funkcje
i charakterystyczne krzywe

e statystyka parametréw:
XQ, s, Rs, MIN, MAX

e mozliwos¢ wymiarowania zarysow profilu

e obliczanie pdl pod i nad profilem na
wybranych odcinkach

e eksport punktéw profilu i parametrow 2D
formaty txt, xls

Analiza przeprowadzana jest dla
nastepujgcych rodzajéw profilu:

Profil R - profil chropowatosci powierzchni
Profil W- profil falistoSci powierzchni
Profil P - profil pierwotny powierzchni

WIELE OBLICZANYCH PARAMETROW
LUB

PROSTE POMIARY

z natychmiastowym wynikiem na ekranie
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- O Parametry amplitudowe [pionowe] 20 wg PN-EN (SO 4287
= O Wyzakofciowe
B Pp/Rpswp - Majwieksze weniesienie profilu
B Puw/Rviwy - Majwigksze wotebienie profilu
B Pz/Rzfw'z - Majwigksza wyzokods profilu
B Po/Refwc - Srednia wesokods elementdw profilu
B PR - Cabkowita wsokogs profill
- O "W artogoi drednie rzednpch wg PH-EN 150 4287
B Pa/Fata - Srednia arvtmetyczna rzednych profily
B Po/RigMw g - Srednia kwadratowa rzedrwch profilu
B Pak/Rsk sk - wWspdbczynnik asymetri profilu
B Pku/Rkulatku - wspdhczpnnik nachylenia profilu
B F10z - Wysokods wig 10 punktde
- O Parametry poziome - odlegtosciowe 20 wa PN-EN (S0 4287
B Sm [pm] - Srednia szerokodt rowkdw elementiw profilu
—- O Paramety odleghafciowe - pozanamatysneg 20
O 5 [um] - Sredni odstep misjscowych weniesier
O La [rm] - Dbugoés profilu chropowatage
O Lr - wapdkczpnnik dhugodci profily chropowatodo
O D [1/mm] - Gestode weniesier profily chropowatodci
O La [um] - Srednia dbugosé fali profils
O L [pm] - Srednia kwadiatowa dhugosd fali profil
- @O Parametry mieszane 20 wg PH-EN 150 4287
B9 Pda/Rdgwidy - Sredmi kwadratowy warios profil
O ProrRrarAadmr - Udziak materiakowy profilu
B Pda/Fdafwida - Sredmie artmetyczne pochylenie profil
- O Pararmetry rdzenia chropowatadcd wg normyp PH-EN 150135652
B4 Rk [um] - Ghebokose rdzenia chropowatosei
B Fpk [pum] - Zredukowana wisokods weniszien
B Rk [pm)] - Sredukowana grebokoéé wgbehisd
B ki1 [%] - Udziatk materiatowy weniesier
B 2 [%] - Udziak mateniabowy wbehien
-- O Parametry dystipbuanty udziahu materiakowegao wg normy PH-EN 150-13665-3
[ PpasRpq - Machylenie reqresii plateau
O PwgsFvg - Hachyleniz regresii wobehies
O Pma/Rma - Udziat na przecieciu plateau i wokebier

SKANOWANIE POWIERZCHNI

b e s

—_| daje petny obraz jakosci powierzchni

......

ROZBUDOWANE ANALIZY 2D i 3D

Udziat nosny liniowy [%)]

Na podstawie analizy parametrow, wyznaczanych funkgciji i rozktadow mozliwa jest analiza wptywu
parametrow technologicznych procesow stosowanych w czasie obrébki na wtasno$ci tribologiczne

powierzchni podczas jej eksploatacii.



PROGRAM ANALIZY ZARYSU KSZTALTU 2D

e wymiarowanie odlegtosci punktéw z pomiaru oraz punktéw wyznaczanych analitycznie
np. Srodkéw okregdéw, punktow przeciecia prostych itp.
e wyznaczanie prostych i okregdéw wg réznych algorytmow, np. prostych rownolegtych, prostopadtych,
stycznych, okregéw sredniokwadratowych, stycznych itp.
wyznaczanie katéw
wyznaczanie promieni i odchytek od promienia z wycinka okregu
obliczanie pdl pod i nad profilem z wybranych odcinkéw
automatyczne wymiarowanie zarysow ksztattu jednakowych elementow
eksport punktow zarysu ksztattu - formaty txt, xls
dowolne redagowanie protokotéw pomiarowych i wybér parametréw edycji okienek ekranéw

Glowica pomiarowa BS2 o zakresie 2 mm
i promieniu zaokraglenia 2 ym umozliwia

wykonywanie pomiaréw geometrii mikroksztattéw.
Wymienne koncowki pomiarowe umozliwiajg wykonywanie roznorodnych pomiaréw
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ANALIZA ZARYSU PO BADANIACH TRIBOLOGICZNYCH
OBLICZANIE POL UBYTKOW

Mozliwy jest pomiar i analiza geometrii i mikrogeometrii
wyrobow oraz wykonanie pomiardéw przestrzennych ksztattu
T R S ) R M-y R wybranego wycinka powierzchni.
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PROG RAM ANAL IZY P RZESTRZE N N EJ 3 D - |E O Parametry stereometyczne 30 [zgodnie z normg IS0 25178-2)

—I- O Parametry wypsokodciows 30

L rySOW8n |e WIdOkU |Zometrycznego - & Sa - Srednia aptmetyczna rzednpch
. . B 5q- Srednia kwadratowa rzednych powierzchni
e tworzenie map warstwicowych IR S5k - Skadnadd powierzchr
e wyznaczanie parametréw przestrzennych ® Shu-Kutoze ponerzctei
oo . ... A 7o . B Sp - Wwisokodé najwyzizego wenissienia powierzchii
chropowato$ci, falistosci i powierzchni pierwotnej v B v - Ghebokodé nainizszege wokebienia powierzchni
(R W P) X & Sz - Majwicksza wpsokodd powierzchni
’ ’ -- O Parametry odieghosciows 30
e mozliwos¢ wybierania profili do analizy 2D oraz do B Sal - Dugost autokorelaci
. : B Str - wispibczynnik kaztabtu materishu
Wym|a rowania - O Parametry migszane 30
d Obliczan ie Ob.letOéCI mate ria+u IUb Ubytku g g:lq--'g?;L:I:?oi::;::ziztl‘:;z?;ie powierzchini
materiatu na wybranych obszarach powierzchni g LIE ifr-ﬂo;giniecie no_wier;chni
. .. . . - ziak materiatowy powierzehni
p*aSkleJ , WaICOWGJ | kulIStej [ Srorfc) - Udziak materiskbowy na zadane) wysokogci
e obliczanie promieni z wycinkow kuli i walca ko Zodore0s Lktu matefowego
. H . 4 B4 SRk - Glebokoit rdzenia chropowatasci
e eksport punktow powierzchni i parametrow 3D IR 5ok - ZroduKowana rysokosé saniosit
- formaty tXt, XIS B2 Svk [um] - Zredukowana grebokosc wokebier

B2 S - Udziak materiatowy waniesiers

B8 SMrZ2 - Udziat materiatowy wohebien
PO M IARY P RZE ST RZE N N E 3 D —|- O Parametry dystybuanty udziahu materiabowego
B9 Spq - Machylenie regresji plateau

B9 Svq - Machylenie regresji wahebien

Pomiary 3D wykonywane sg metodg skanowania e e grabict
kolejnych przekrojow, z zastosowaniem precyzyjnego I8 Vv - Wzaledna obigtast ubytkdw

H H H H H . B v - Waaledna objetadd wabehier
stolika przemieszczajgcego mierzong powierzchnie IR e Wi cbotog vyl rseria

pOd ostrzem pomiarowym. B e - Wegledna ohjsto$é materistu

. . . B8 Ymp - Wzaledna ohjetodé warissien
POW'erZCh nia Skanowan 1a: B Ve - wgledna objetodé materiabu rdzenia

max. 1 20 X 25 mm B Sup - Majwicksza wyzokoié wenissief pomiedzy p% i g%
+- O Elementy geometrczne
+- O Objetosei/ powierzchnie

OBLICZANIE OBJETOSCI UBYTKOW
— e na powierzchniach
i le pfaskich, walcowych, kulistych
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BADANIA TRIBOLOGICZNE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

e stolik ustawczy:
- przesuwy w osiach XiY -25 mm
- obrot £ 5° w ptaszczyznie XY
- poziomowanie w ptaszczyznach XZiYZ

e stolik skaningowy z uktadem sterowania,
standardowy zakres przesuwu w osi Y 25 mm
mozliwo$¢ zwiekszenia obszaru skanowania
w osi Y do uzgodnienia

e imadto obrotowe na przegubie kulowym




